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1. Динамічні ефекти в інтегральній рентгенівській дифрактометрії неідеальних кристалів

2. Dynamical Effects in the Integrated X-Ray Diffractometry of the Imperfect Crystals

Реферат:
1. Експериментально підтверджено передбачені теоретично унікально чутливі до дефектів явища
багатократності дифузного розсіяння рентгенівських променів: зміна із зростанням спотворень повної (суми
бреггівської та дифузної) інтегральної відбивної здатності (ПІВЗ) та залежність вибірності чутливості ПІВЗ до
дефектів різних типів від умов дифракції. На основі цих явищ створено методи кількісної діагностики
декількох типів дефектів у кристалах.

2. The theoretically predicted phenomena of multiplicity of the X-ray diffuse scattering, which have the unique
sensitivity to defects, are proved experimentally: the variation of the total (sum of bragg and diffuse) integrated
reflective power (TIRP) due to the distortions' increase and the dependence of a selectivity of the TIRP sensitivity
to defects of different kinds with variation of the diffraction conditions. The based on these phenomena methods
are developed, which provide the quantitative diagnostics of several kinds of defects in crystals.
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